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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の下位レベルエンティティを含んだプロセ
スプラント内のエンティティを監視する方法を提供する
。
【解決手段】この方法は、複数の使用指標を取得するこ
と、複数の重み付け値を取得すること、これらの下位レ
ベルの使用指標と重み付け値とを組み合わせたものから
総使用指標を作成することを含んでおり、この総使用指
標はそのエンティティに関するステータス情報を表わし
ている。各使用指標は、複数の下位レベルエンティティ
のうちの１つに関するステータス情報に関係するもので
あり、また、各重み付け値は、複数の下位レベルエンテ
ィティの中における各下位レベルエンティティの重要度
に関するものである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の下位レベルエンティティを有する、プロセスプラント内のエンティティを監視す
る方法であって、
　それぞれ前記複数の下位レベルエンティティのうちの１つの下位レベルエンティティに
関するステータス情報に関係する複数の使用指標を取得することと、
　それぞれ前記複数の下位レベルエンティティのうちの１つの下位レベルエンティティの
重要度に関係する複数の重み付け値を取得することと、
　前記下位レベルエンティティの前記使用指標および重み付け値を組み合わせることによ
り総使用指標を作成することとを含んでおり、
　前記総使用指標が、前記エンティティに関するステータス情報を表わしている、方法。
【請求項２】
　各使用指標が、前記下位レベルエンティティの動作に関するデータから作成される使用
指標を含んでなる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記重み付け値が、前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度お
よび前記下位レベルエンティティの故障の頻度に基づく、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記重み付け値が、前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度と
前記下位レベルエンティティの故障の頻度とを掛け合わせたものを含んでなる、請求項３
記載の方法。
【請求項５】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
る保守データに基づく、請求項３記載の方法。
【請求項６】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
るプロセスデータに基づく、請求項３記載の方法。
【請求項７】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
る診断データに基づく、請求項３記載の方法。
【請求項８】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
るオンライン監視データに基づく、請求項３記載の方法。
【請求項９】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
る発見的データに基づく、請求項３記載の方法。
【請求項１０】
　前記重み付け値が、前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの重要度に
関連する、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記重み付け値のための値域が、前記複数の下位レベルエンティティの相互間で同一で
ある、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数の下位レベルエンティティの各々の前記使用指標のための前記値域が、前記複
数の下位レベルエンティティの相互間で同一である、請求項１記載の方法。
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【請求項１３】
　前記総使用指標が、前記エンティティの健全性を示す総健全性指標である、請求項１記
載の方法。
【請求項１４】
　前記総使用指標が、前記エンティティの相対的性能を示す総性能指標である、請求項１
記載の方法。
【請求項１５】
　前記総使用指標が、前記エンティティのパラメータの偏差量を示す総変動性指標である
、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記総使用指標が、前記はエンティティの利用の程度を示す総利用率指標である、請求
項１記載の方法。
【請求項１７】
　総使用指標を作成することが、前記下位レベルエンティティ前記使用指標の加重平均を
作成することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　総使用指標を作成することが、
　前記複数のエンティティの各々の組み合わせ値を算出するために、下位レベルエンティ
ティの重み付け値を該下位レベルエンティティの使用指標と組み合わせることと、
　合計値を算出するために、前記複数の下位レベルエンティティの各々の前記組み合わせ
値を合計することと、
　前記合計値を前記複数の重み付け値の合計で割ることと
を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　前記総使用指標を作成することが、次式で表される総使用指標を計算することを含み、
【数１】

　ｕが上位レベルエンティティの総使用指標、
　ｎが複数のエンティティ内の下位レベルエンティティの数、
　ｕｉがｉ番目の下位レベルエンティティの使用指標、
　ｗｉがｉ番目の下位レベルエンティティの重み付け値
である、請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　複数のレベルおよび複数のデバイスを有するシステム階層を備えたプロセスプラント内
のエンティティを監視する方法であって、
　それぞれデバイスのステータスに関する複数の使用指標を取得することと、
　前記複数のデバイスのうちのデバイスの優先性に関連する重み付け値を各デバイスに割
り当てることと、
　前記デバイスの各々に対して割り当てられた前記使用指標および前記重み付け値を組み
合わせることと、
　組み合わせられた前記使用指標および前記重み付け値から前記システム階層の各レベル
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における総使用指標を作成することとを、含む方法。
【請求項２１】
　各デバイスのステータスに関する使用指標を取得することが、各デバイスからの使用指
標を周期的に取得することを含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　各使用指標が、前記デバイスの動作に関するデータから作成される使用指標を含む、請
求項２０記載の方法。
【請求項２３】
　各エンティティが動作中に、前記複数のエンティティの各々の動作に関するデータに基
づいて各デバイスの使用指標を作成することをさらに含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２４】
　前記重み付け値が、前記複数のデバイスのうちの前記デバイスの衝撃度と前記デバイス
の故障の頻度に基づく、請求項２０記載の方法。
【請求項２５】
　前記総使用指標が、前記複数の使用指標の加重平均を含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２６】
　前記組み合わせられた前記使用指標および前記重み付け値から前記システム階層の各レ
ベルにおける総使用指標を作成することが、前記使用指標と前記重み付け値との加重合計
を用いることを含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２７】
　前記組み合わせられた前記使用指標および前記重み付け値から前記システム階層の各レ
ベルにおける総使用指標を作成することが、前記下位レベル使用指標の加重平均を用いる
ことを含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２８】
　前記使用指標が、前記デバイスの前記相対的性能を示す性能指標である、請求項２０記
載の方法。
【請求項２９】
　前記使用指標が、前記デバイスのパラメータの偏差量を示す変動性指標である、請求項
２０記載の方法。
【請求項３０】
　前記使用指標が、前記デバイスの利用率の程度を示す利用率指標である、請求項２０記
載の方法。
【請求項３１】
　前記使用指標が、前記デバイスの健全性を示す健全性指標である、請求項２０記載の方
法。
【請求項３２】
　前記システム階層の少なくとも１つの階層レベルの総使用指標を表示することをさらに
含む、請求項２０記載の方法。
【請求項３３】
　複数のエンティティを有するプロセスプラントの総使用指標を表示するためのシステム
であって、
　プロセッサと、
　表示装置と、
　前記複数のエンティティの各々の使用指標を格納するように構成されたデータベースで
あって、各使用指標が前記エンティティのステータスに関連しているとともに前記複数の
エンティティの各々の重み付け値を格納するように構成され、各重み付け値が前記複数の
エンティティのうちの各エンティティの重要度に関連しているデータベースと、
　前記プロセッサにより実行されるように構成され、上位レベルエンティティと該上位レ
ベルエンティティが有している複数のエンティティとに対応する図を格納するように構成
されたルーチンと、



(5) JP 2016-154020 A 2016.8.25

10

20

30

40

50

　前記プロセッサにより実行されるように構成され、前記複数の使用指標と前記複数の重
み付け値とを組み合わせることにより、前記上位レベルエンティティのステータスに関連
する総使用指標を生成するように構成されたルーチンと、
　前記プロセッサにより実行されるように構成され、前記図を表示するとともに前記図の
近くに対応する前記総使用指標を表示するように構成されたルーチンと
　を備えてなる、システム。
【請求項３４】
　前記重み付け値が、前記エンティティに対する前記上位レベルエンティティの衝撃度お
よび該エンティティの故障の頻度に基づくように構成されてなる、請求項３３記載のシス
テム。
【請求項３５】
　前記総使用指標が、各使用指標と各重み付け値とを掛け合わせたものの加重平均を含む
、請求項３３記載のシステム。
【請求項３６】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティの相対的性能を示す性能指標を含む、
請求項３３記載のシステム。
【請求項３７】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティのパラメータの偏差の大きさを示す変
動性指標を含む、請求項３３記載のシステム。
【請求項３８】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティの利用率の程度を示す利用率指標を含
む、請求項３３記載のシステム。
【請求項３９】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティの健全性を示す健全性指標を含む、請
求項３３記載のシステム。
【請求項４０】
　前記上位レベルエンティティの前記図が前記プロセスプラントの図である、請求項３３
記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にプロセスプラント内のプロセス制御システムに関するものであり、
さらに詳細にはプロセスプラント内のおよびプロセスプラント間の異なるレベルの階層に
おける指標を決定する際の総指標に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　化学プロセス、石油プロセスまたは他のプロセスにおいて利用されるプロセス制御シス
テムは、アナログバス、デジタルバス、または、アナログバス／デジタルバスを組み合わ
せたバスを介して、少なくとも一つのホストワークステーションもしくはオペレータワー
クステーションと、フィールドデバイスの如き一または複数のプロセス制御・計測デバイ
スとに通信可能に結合された一または複数の集中型プロセス制御装置もしくは非集中型プ
ロセス制御装置を備えているのが一般的である。これらのフィールドデバイスは、たとえ
ばバルブ、バルブポジショナ、スイッチ、トランスミッタ、センサ（たとえば、温度セン
サ、圧力センサおよび流量センサ）等であり、バルブの開閉およびプロセスパラメータの
測定の如きプロセス内の機能を実行するようになっている。プロセスコントローラは、フ
ィールドデバイスにより作成されるまたはそれに関連するプロセス測定値もしくはプロセ
ス変数および／またはそれらのフィールドデバイスに関する他の情報を表す信号を受信し
、この情報を用いて制御ルーチンを実行し、そして制御信号を生成するようになっている
。これらの制御信号は、プロセスの動作を制御するために、一または複数のバスを通じて
フィールドデバイスに送信される。通常、これらのフィールドデバイスおよびコントロー
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ラからの情報は、オペレータワークステーションにより実行される一または複数のアプリ
ケーションによる利用が可能となされており、これにより、オペレータは、プロセスの現
在の状況の閲覧、プロセスの動作の変更などの如きプロセスに関する所望の操作を実行す
ることが可能となる。
【０００３】
　典型的なプロセス制御システムは、一または複数のプロセスコントローラに接続された
弁、トランスミッタ、センサなどの如き複数のプロセス制御・計測デバイスを備えており
、プロセスコントローラがプロセスの動作中にこれらのデバイスを制御するソフトウェア
を実行するようになっているが、プロセスの運転に必要なまたはそれに関連する支援デバ
イスは他にも多く存在する。たとえば、これらの追加のデバイスには、電力供給装置、電
力発生・分配装置、タービンの如き回転装置などが含まれており、これらは、典型的なプ
ラント内の複数の場所に設置されている。
【０００４】
　プロセスプラント内のさまざまなデバイスを物理的グループおよび／または論理的グル
ープに相互接続して制御ループの如き論理的なプロセスを作成してもよい。同様に、コン
トロールループを他のコントロールループおよび／またはデバイスと相互接続してサブユ
ニットを形成してもよい。サブユニットを他のサブユニットと相互接続してユニットを形
成してもよいし、このユニットを他のユニットと相互接続してエリアを形成してもよい。
一般的にプロセスプラントは相互接続されたエリアを含んでおり、また、一般的にビジネ
スエンティティは、相互接続しうるプロセスプラントを含んでいる。したがって、プロセ
スプラントは、資産が相互接続されている複数のレベルの階層を含んでおり、また、ビジ
ネスエンタープライズは相互接続されているプロセスプラントを含みうる。換言すれば、
プロセスプラントと関係する資産またはプロセスプラント自体が一まとめにされてより高
いレベルの資産を形成してもよい。
【０００５】
　典型的なプラントまたはプロセスでは、異なる人々は異なる機能に関与するようになっ
ている。たとえば、プロセス制御アクティビティ、デバイスおよび設備保守・監視アクテ
ィビティならびにプロセス性能監視の如きビジネスアクティビティに関連する機能は、そ
れぞれプロセスプラント内のまたはプロセスプラント間のさまざまなレベルに異なる関係
を有しうる。一般的に、プロセス制御オペレータは、プロセスの日毎の動作を監視し、プ
ロセス内の設定ポイントの設定・変更、プロセスループのチューニング、バッチオペレー
ションの如きプロセスオペレーションのスケジュールなどを行うことによりプロセスに影
響を与えるプロセス動作の品質および連続性を担保することが主な責任である。したがっ
て、プロセス制御オペレータは、プロセスループ、サブユニット、ユニットおよびエリア
のステータスに主として関心をもちうる。もちろん、このことが常に正しいとは限らない
。たとえば、プロセス制御オペレータも、ループ、サブユニット、ユニット、エリアなど
に影響を与えうるデバイスのステータスに関心をもつ場合もある。
【０００６】
　その一方、保守作業員は、プロセス内の実際の装置の効率的な動作を担保すること、故
障した装置を修理および交換することに対して主として責務を有し、保守インターフェイ
スの如きツールに加えて、プロセス内のデバイスの動作状態に関する情報を提供する他の
多くの診断ツールを用いる。したがって、保守作業員は、デバイスおよびコントロールル
ープのステータスに主として関心をもちうるものの、サブユニット、ユニットなどのステ
ータスにさらに関心をもってもよい。
【０００７】
　さらに、他の作業員は、プロセスの性能尺度に基づいて、プラント内の部品、補充品、
原材料などの注文、生産製品の選択、最適化変数の選択などの如き戦略的なビジネスエン
タープライズ意思決定などのビジネスアプリケーションに責務を有しうる。同様に、管理
者または他の作業者は、プラント稼動の監視および長期の戦略的意志決定に用いるべくプ
ロセスプラント内のまたはプロセスプラントに関連づけされている他のコンピュータから
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のある情報にアクセスすることを求めうる。このような人は、プロセスプラント内のエリ
ア、プロセスプラント自体および、ビジネスエンタープライズを構築するプロセスプラン
トに関するステータス情報に主として関心を有しうる。したがって、プロセスプラントは
、さまざまな階層レベルにおけるデバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリアま
たはプロセスプラントのステータスに関心をもっている人と関係をもちうる。
【０００８】
　ほとんどの場合、異なる作業員はプロセスプラント内のまたはプロセスプラント間の異
なる階層レベルのステータスに関心をもっているので、プロセスプラント内のさまざまな
システムは、プラントのプロセス制御システムに接続されているさまざまなデバイスのス
テータス、たとえばデバイスの相対的な健全性、性能、利用率、変動性を監視および報告
する。たとえば、さまざまなシステムは、プロセスプラント内の個別のデバイスを監視し
てもよい。しかしながら、デバイスレベルを越えた場合のこのアプローチの問題点は、典
型的なプラントには何千ものデバイスが存在しており、一般的に、任意の一つのデバイス
のステータスを、同デバイスのあるループ、サブユニット、ユニット、エリアまたはプロ
セスプラントの総合的なステータスの決定に用いるとができないということにある。
【０００９】
　デバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリアおよび／またはプラントのステー
タスを決定するための解決策がいくつか存在する。たとえば、さまざまな階層レベルにお
けるさまざまなプラント資産の健全性、性能、利用率および変動性と関係する指標を生成
するための指標生成ルーチンを備えた資産活用エキスパートを提供することが現在知られ
ている。このような指標の生成は、エリューレック（Ｅｒｙｕｒｅｋ）らの文献、２００
２年２月２８日に出願され２００４年１１月２日に発行された、「プロセスプラント内の
指標の作成および表示」という表題が付与された米国特許第６，８１３，５３２号により
開示されている。この文献は、ここで参照することにより本明細書において明確に援用す
るものとする。指標生成ルーチンにより指標を生成しうる１つの方法は、プロセスプラン
ト内のループ、サブユニット、ユニット、エリアなどを表わすさまざまなモデルを相互接
続させ、各ループ、サブユニット、ユニット、エリアなどの動作に関する情報を生成し、
そのデータからの指標を生成することである。指標生成ルーチンにより指標を生成する他
の方法は、各デバイスの指標を生成し、システムの階層レベルの総指標を生成することで
ある。この総指標は、より大きな資産を構成する複数の資産の指標の加重平均であっても
よいし、または、より大きな資産を構成する複数の資産の指標の重み付けされた組み合わ
せであってもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、典型的なプロセスプラント内では、一群の資産のうち一部の資産が他の
資産より重要である場合がある。たとえば、一部のデバイスは、それらのデバイスが一部
分であるより大きなループ、サブユニット、ユニット、エリアなどにとってより重要であ
ると考えられている。このデバイスが故障した場合、他のデバイスが故障した場合に比べ
て、ループ、サブユニット、ユニット、エリアなどに対してより大きな衝撃を与えること
になる。したがって、このようなデバイスは、その他のデバイスよりも優先されるべきで
ある。そして、その他のデバイスは、ループ、サブユニット、ユニットまたはエリア内に
おいてさまざまな程度の重要度を有しうる。同様に、サブユニット、ユニット、エリアな
どを形成するために相互接続された一群のループ内において、一部のループは他のものよ
りも重要となっている。同様の関係が、サブユニット間、ユニット間、エリア間だけでな
くプラント間においてさえ存在する。一群の資産のうちの複数の資産の重要度がその群の
全体的なステータスに大きな影響を与える場合がある。しかしながら、従来、一群の資産
の全体的なステータスを決定するときに、資産間におけるさまざまな程度の重要度が必ず
しも考慮に入れられていなかった。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本明細書には複数の下位レベルエンティティを有するエンティティを監視するシステム
および方法が記載されており、これらは、下位レベルエンティティ間のさまざまな程度の
重要度を考慮に入れている。１つの態様では、下位レベルエンティティのステータス情報
に関する使用指標が取得される。さらに、重み付け値が取得される。一般的に、この重み
付け値は、複数の下位レベル中の下位レベルエンティティの重要度、たとえばその下位レ
ベルエンティティの優先性または重大性に関係している。重み付け値は、下位レベルエン
ティティの故障の衝撃度および頻度に基づきうる。そして、故障の衝撃度および／または
頻度は、保守情報、プロセスデータ、診断データ、オンライン監視データおよび／または
ヒューリスティックデータに基づくものであってもよい。このエンティティに関するステ
ータス情報を表す総使用指標は、下位レベル使用指標および重み付け値の組み合わせから
作成されている。総使用指標は、エンティティの健全性を示す総健全性指標であってもよ
いし、エンティティの相対的な性能を示す総性能指標であってもよいし、エンティティの
パラメータの偏差の大きさを示す総変動性指標であってもよいし、または、エンティティ
の利用の程度を示す総利用率指標であってもよい。下位レベル使用指標および重み付け値
の組み合わせは、正規化された表現であってもよく、この場合、使用指標の値域が下位レ
ベルエンティティの間で同一である。組み合わせは、下位レベルエンティティの使用指標
の加重平均を作成することを含みうる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】プロセスプラントの複数の機能エリア間のデータを受信し、そのデータの伝達を
調整するように構成された資産活用エキスパートを備えたプロセスプラントを示すブロッ
ク図である。
【図２】図１のプラント内の指標総計ルーチンに関するデータ・情報フロー図である。
【図３】グラフィカルユーザインターフェイスにより表示されうるプロセス制御システム
内のユニットを表す表示画面の一例を示す図である。
【図４】指標がシステム階層のさまざまなレベルに対して生成されうる１つの方法を示す
テーブルの一例である。
【図５】ユニットの性能指標が計算されうる１つの方法を示すチャートの一例である。
【図６】指標値の加重平均として新しい指標値を計算するために指標値を用いうる１つの
方法を示すテーブルの一例である。
【図７】ユニットの変動性指標を計算しうる１つの方法を示すテーブルの一例である。
【図８】グラフィカルユーザインターフェイスにより提供されうるグラフィック表示画面
の一例である。
【図９】ユーザに監査証跡情報を見ることを可能とするためにグラフィカルユーザインタ
ーフェイスにより提供されうる表示画面の一例である。
【図１０】ユーザに総指標を見ることを可能とするためにグラフィカルユーザインターフ
ェイスにより提供されうるグラフィック表示画面の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１を参照すると、プロセスプラント１０は、一または複数の通信ネットワークにより
複数の制御システムおよび保守システムに相互接続される複数のビジネスコンピュータシ
ステムと他のコンピュータシステムとを備えている。プロセスプラント１０は、一または
複数のプロセス制御システム１２、１４を備えている。プロセス制御システム１２は、Ｐ
ＲＯＶＯＸシステムまたはＲＳ３システムの如き従来のプロセス制御システムまたはその
他のＤＣＳであってもよい。ここでいうその他のＤＣＳは、オペレータインターフェイス
１２Ａを備えており、このオペレータインターフェイス１２Ａはコントローラ１２Ｂに結
合され、次いで、コントローラ１２Ｂは入力／出力（Ｉ／Ｏ）カード１２Ｃに結合され、
次いで、この入力／出力（Ｉ／Ｏ）カード１２Ｃはアナログ型フィールドデバイスおよび
高速アドレス可能遠隔トランスミッタ（ＨＡＲＴ）フィールドデバイス１５の如きさまざ
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まなフィールドデバイスに結合される。プロセス制御システム１４は、分散型プロセス制
御システムであってもよいが、イーサネット（登録商標）バスの如きバスを介して一また
は複数の分散したコントローラ１４Ｂに結合する一または複数のオペレータインターフェ
イス１４Ａを備えている。たとえば、コントローラ１４Ｂは、テキサス州オースティンに
あるフィッシャーローズマウントシステムズ社（Ｆｉｓｈｅｒ－Ｒｏｓｅｍｏｕｎｔ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ、Ｉｎｃ．）により販売されているＤｅｌｔａＶ（商標）コントローラであ
ってもよいし、または、他のいかなる所望のタイプのコントローラであってもよい。制御
装置１４Ｂは、たとえばＨＡＲＴフィールドデバイス、Ｆｉｅｌｄｂｕｓフィルールドデ
バイスの如きまたはＰＲＯＦＩＢＵＳ（登録商標）プロトコル、ＷＯＲＬＤＦＩＰＲ（登
録商標）プロトコル、Ｄｅｖｉｃｅ－Ｎｅｔ（登録商標）プロトコル，ＡＳ－Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅプロトコルおよびＣＡＮプロトコルのうちのいずれかを用いるフィールドデバイ
スを含むその他のスマートフィールドデバイスもしくは非スマートフィールドデバイスの
如き一または複数のフィールドデバイスに、Ｉ／Ｏデバイスを介して接続される。公知の
ように、フィールドデバイス１６は、プロセス変数および他のデバイス情報に関連するア
ナログ情報またはデジタル情報をコントローラ１４Ｂに提供しうる。オペレータインター
フェイス１４Ａは、たとえば制御オプチマイザ、診断エキスパート、ニューラルネットワ
ーク、チューナなどを含む、プロセスの動作を制御するためのプロセス制御オペレータに
利用することができるツールを格納し、実行しうる。
【００１４】
　さらに、ＡＭＳアプリケーションまたはその他のデバイス監視・通信アプリケーション
を実行するコンピュータの如き保守システムは、保守アクティビティおよび監視アクティ
ビティを実行すべく、プロセス制御システム１２、１４またはプロセス制御システム内の
個々のデバイスに接続されうる。たとえば、保守コンピュータ１８は、デバイス１５と通
信すべく、場合によっては、デバイス１５を再設定すべく、またはデバイス１５に他の保
守アクティビティを実行すべく、任意の所望の通信回線またはネットワーク（無線ネット
ワークまたは携帯デバイスネットワークを含む）を介してコントローラ１２Ｂおよび／ま
たはデバイス１５に接続されうる。同様に、ＡＭＳアプリケーションの如き保守アプリケ
ーションは、デバイス１６の動作状況に関連するデータ収集を含む保守・監視機能を実行
すべく、分散型プロセス制御システム１４に関連するユーザインターフェイス１４Ａの一
または複数に実装され、これらにより実行されうる。
【００１５】
　また、プロセス制御プラント１０は、特定の恒久的通信リンクまたは一時的通信リンク
（たとえば、バス、無線通信システム、または回転装置２０に接続され、読み取りを行い
、そして取り外される携帯デバイス）を介して、保守コンピュータ２２に接続されるター
ビン、モータなどの如きさまざまな回転装置２０も備えている。保守コンピュータ２２は
、テネシー州のノックスビルにあるＣＳＩシステムにより販売されているたとえばＲＢＭ
ウェア（ＲＢＭｗａｒｅ、登録商標）のような公知の監視・診断アプリケーション２３ま
たは、回転装置２０の動作状態を診断、監視、および、最適化するために用いられるその
他の公知のアプリケーションを格納、実行しうる。保守作業員は、プラント１０内の回転
装置２０の性能を維持・監視すべく、回転装置２０の問題を判断すべく、および回転装置
２０の修理または交換する必要がある時期または必要性を判断すべく、アプリケーション
２３を利用することが多い。 
【００１６】
　同様に、プラント１０に関連する電力発生・分配装置２５を有した電力発生・分配シス
テム２４は、たとえばバスを介して、プラント１０内の電力発生・分配装置２５を実行し
てその動作を監視する他のコンピュータに接続されている。コンピュータ２６は、電力発
生・分配装置２５を制御・維持すべく、たとえばＬｉｅｂｅｒｔおよびＡＳＣＯまたは他
の会社により提供されるような公知の電力制御・診断アプリケーション２７を実行しうる
。
【００１７】
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　プラント１０内のさまざまな機能システムと関連するコンピュータまたはインターフェ
イスに通信可能に結合されるコンピュータシステム３０が提供されている。これらの機能
システムには、プロセス制御機能１２、１４、コンピュータ１８、１４Ａ、２２、２６に
実装される保守機能、およびビジネス機能が含まれる。とくに、コンピュータシステム３
０は、従来のプロセス制御システム１２およびこの制御システムに関連する保守インター
フェイス１８に通信可能に接続され、分散型プロセス制御システム１４のプロセス制御お
よび／または保守インターフェイス１４Ａに接続され、回転装置保守コンピュータ２２お
よび電力発生・分配コンピュータ２６に接続される。これらの接続にはすべてバス３２を
利用している。バス３２は、通信をするために、所望または適切なローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）プロトコルまたはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）プロトコルを利
用してもよい。
【００１８】
　図１に例示するように、コンピュータ３０は、同一のまたは異なるネットワークバス３
２を介して、ビジネスシステムコンピュータと保守計画コンピュー３５、３６とにも接続
されており、これらのコンピュータは、たとえば統合基幹業務計画（ＥＲＰ）、資材調達
計画（ＭＲＰ）、会計報告、生産・顧客依頼システム、保守計画システムを実行しうるし
、または、部品・補充品・原材料注文アプリケーション、生産計画アプリケーションなど
の如きその他の所望のビジネスアプリケーションを実行しうる。また、コンピュータ３０
は、たとえばバス３２を介して、プラントワイドＬＡＮ３７、コーポレートＷＡＮ３８に
加えて、遠隔地からプラント１０の遠隔監視またはプラント１０との通信を可能にするコ
ンピュータシステム４０にも接続されている。
【００１９】
　一つの実施形態では、バス３２を介した通信はＸＭＬ／ＸＳＬプロトコルを利用して行
われる。ここで、コンピュータ１２Ａ、１８、１４Ａ、２２、２６、３５、３６などの個
々のコンピュータからのデータは、ＸＭＬ／ＸＳＬラッパーにラッピングされ、たとえば
コンピュータ３０に搭載されうるＸＭＬ／ＸＳＬデータサーバに送信される。ＸＭＬ／Ｘ
ＳＬは記述言語なので、このサーバはどのようなタイプのデータでも処理することができ
る。サーバでは、必要ならば、このデータは新しいＸＭＬ／ＸＳＬラッパーにカプセル化
される。すなわち、このデータは一方のＸＭＬ／ＸＳＬスキーマから他方の一または複数
のＸＭＬ／ＸＳＬスキーマにマッピングされる。これら他方のスキーマは受信側アプリケ
ーションのそれぞれに対して作成される。したがって、データ発信者は、それぞれ、該発
信者のデバイスまたはアプリケーションが理解しやすいまたは利用しやすいスキーマを利
用してデータをラッピングすることができ、受信側のアプリケーションは、それぞれ、該
受信側のアプリケーションに用いられるまたは該受信側のアプリケーションが理解しやす
い別のスキーマでこのデータを受信することができる。サーバは、データの送信元と送信
先に応じて一方のスキーマから他方のスキーマにマッピングするように構成されている。
所望の場合には、サーバは、データの受信に基づいてあるデータ処理機能または他の機能
も実行してもよい。本明細書に記載するシステムが動作するまえに、マッピング機能およ
び処理機能のルールが設定されてサーバ内に格納される。このようにして、任意の一方の
アプリケーションから一または複数の他方のアプリケーションまでデータを送信しうる。
【００２０】
　一般的にいえば、コンピュータ３０は、資産活用エキスパート５０を格納し、実行する
。資産活用エキスパート５０は、プロセス制御システム１２、１４、保守システム１８、
２２、２６、およびビジネスシステム３５、３６により生成されるデータおよび他の情報
ならびにこれらのシステムのそれぞれにおいて実行されるデータ解析ツールにより生成さ
れる情報を収集する。資産活用エキスパート５０は、たとえば、ＮＥＸＵＳにより現在提
供されているＯＺエキスパートシステムに基づいたものでよい。しかしながら、資産活用
エキスパート５０は、たとえば任意のタイプのデータマイニングシステムを含む他のいか
なる所望のタイプのエキスパートシステムであってもかまわない。重要なことは、資産活
用エキスパート５０が、プロセスプラント１０においてデータ・情報交換所として動作し
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、保守領域の如き一方の機能領域からプロセス制御領域またはビジネス機能領域の如き他
方の機能領域までデータまたは情報の分配を調整することができるということである。ま
た、資産活用エキスパート５０は、新しい情報またはデータを生成すべく収集済データを
使用しうる。プラント１０内のさまざまな機能に関連するコンピュータシステムのうちの
一または複数にこれらの新しい情報またはデータを分配することができる。さらに、資産
活用エキスパート５０は、プロセス制御プラント１０内で用いられる新しいタイプのデー
タを生成すべく収集済データを利用する他のアプリケーションを実行するかまたはこの実
行を監視しうる。
【００２１】
　具体的にいえば、資産活用エキスパート５０は、指標生成ソフトウェア５１を備えうる
かまたは実行しうる。この指標生成ソフトウェア５１は、プロセス制御・計測デバイス、
電力発生デバイス、回転装置、ユニット、エリアなどのようなデバイスに関連する指標、
または、プラント１０内のループなどのようなプロセス制御エンティティに関連する指標
を作成する。資産活用エキスパート５０は指標総計ルーチン６０をさらに備えていてもよ
いしまたは実行するようになっていてもよい。指標総計ルーチン６０は、指標生成ルーチ
ン５１または他の指標生成ルーチンにより生成される指標を用いて、プロセス制御システ
ム内の、またはより一般的には、一または複数のプロセス制御システムを備えうる資産活
用システム内のさまざまなレベルに関連する指標を作成するようになっている。指標総計
ルーチン６０は、プロセス、ユニット、エリアなどに関連する総指標を作成するとき、重
み付け値をさらに有している。指標総計ルーチン６０は、別個のルーチンとして提供され
てもよいし、または、指標生成ルーチン５１の一部として提供されてもよい。
【００２２】
　次いで、指標生成ルーチン５１および／または指標総計ルーチン６０により生成された
指標を、プロセス制御の最適化を補助すべくプロセス制御アプリケーションに送信するこ
とができ、また、プラント１０の運転に関するより完全な情報またはより理解し易い情報
をビジネスパーソンに提供するためにビジネスソフトウェアまたはビジネスアプリケーシ
ョンに送信することができる。また、資産活用エキスパート５０は、制御の最適化の如き
制御アクティビティをオペレータが実行することを補助すべく、たとえばプロセス制御シ
ステム１４に関連する制御エキスパート５２に保守データ（たとえば、デバイスステータ
ス情報）およびビジネスデータ（たとえば、注文スケジュール、タイムフレームなど）も
送信することができる。制御エキスパート５２は、たとえばユーザインターフェイス１４
Ａに搭載されてもよいし、または、所望ならば、制御システム１４に関連するもしくはコ
ンピュータ３０内にあるその他のコンピュータに搭載されてもよい。一つの実施形態では
、制御エキスパート５２は、上述の米国特許出願番号第０９／２５６，５８５号および同
第０９／４９９，４５５号に記載された制御エキスパートでありうる。
【００２３】
　さらに、資産活用エキスパート５０は、情報をプラント１０内の一または複数のオプチ
マイザ５５に送信することができる。たとえば、コンピュータ１４Ａに制御オプチマイザ
５５を実装することができ、この制御オプチマイザは、一または複数の制御最適化ルーチ
ン５５Ａ、５５Ｂなどを実行することができる。これに加えてまたはこれに代えて、コン
ピュータ３０またはその他のコンピュータがオプチマイザルーチン５５を格納・実行し、
資産活用エキスパート５０が必要なデータを送信することもできる。また、所望の場合に
は、プラント１０は、該プラント１０のある特徴をモデル化するモデル５６を有しており
、モデル化機能を実行するために、資産活用エキスパート５０または制御エキスパート５
２の如き制御エキスパートもしくは他のエキスパートがこれらのモデル５６を実行するこ
とができる。モデル化の目的は、２００２年２月２８日に出願された、「プロセスプラン
ト内の指標の作成および表示」という表題が付与された米国特許出願番号第１０／０８５
，４３９号に詳細に説明されている。この文献は、ここで参照することにより本明細書に
おいて明確に援用するものとする。しかしながら、一般的にいって、デバイスパラメータ
、エリアパラメータ、ユニットパラメータ、ループパラメータなどを決定するため、オプ



(12) JP 2016-154020 A 2016.8.25

10

20

30

40

50

チマイザルーチン５５の一部として不良センサまたは他の不良装置を検出するため、プラ
ント１０内で使用される性能指標および利用率指標の如き指標を生成するため、性能監視
または状態監視を実行するため、および、他の多くの用途のためにモデル５６を用いるこ
とができる。モデル５６は、イギリスのティーサイド（ＭＤＣＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｌｏ
ｃａｔｅｄ　ｉｎ　Ｔｅｅｓｉｄｅ, Ｅｎｇｌａｎｄ）にあるＭＤＣテクノロジにより作
成・販売されているようなモデルであってもよいし、または、その他の所望のタイプのモ
デルであってもかまわない。ビジネスアプリケーションおよびプロセス制御アプリケーシ
ョンの如き他のアプリケーションに用いられる指標を生成するために、モデル５６により
生成されるデータのうちの一部が指標生成ルーチン５１により用いられてもよい。
【００２４】
　資産活用エキスパート５０は、バス３２またはプロセス制御プラント１０内の他のいず
かの通信ネットワークを使用して、データが生成されると同時にまたは特定の定期的な時
間でデータを受信する。その後、定期的にまたは必要に応じて、資産活用エキスパート５
０は、他のアプリケーションにこのデータを再分配するか、またはこのデータを用いてプ
ロセスプラント１０のさまざまな制御状況または運転状況に有益である他の情報を生成し
てプラント１０内の他の機能システムに提供する。具体的にいえば、資産活用エキスパー
ト５０は、プロセスプラント１０内のデバイス、ユニット、ループ、エリア、または、他
のエンティティのうちの一または複数に関連する、性能指標、利用率指標、健全性指標お
よび変動性指標の如き一連の総合指標を指標生成ルーチン５１に作成させるべくデータを
供給しうる。また、これらの指標の生成・利用も本明細書において詳細に説明する。
【００２５】
　上述の説明の結果として、モデルを利用することにより、ビジネスアプリケーション、
プロセス制御アプリケーション、および資産保守もしくは管理アプリケーションに対して
多くの新規のタイプのデータまたは情報が提供される、ということが理解できる。具体的
にいえば、性能監視を実行すべく、および、プラント内のデバイス、ユニット、エリアな
どの相対的な性能を示す性能指標を生成するべく、モデルを利用することができる。この
性能指標は、エンティティの潜在的性能に対するエンティティの性能の尺度でありうる。
さらに、デバイスモデルおよびユニットモデルが以上において説明されたが、ループ、ユ
ニットなどの如きプロセス制御エンティティに対して、これらのタイプのエンティティの
性能尺度および最適化基準を提供すべく同様のモデルを作成して実行してもよい。また、
上述のように、場合によっては、特定のデバイスの健全性または他のエンティティの健全
性を測定または示すべくおよびこれらのエンティティを表す健全性指標を提供すべくモデ
ルを利用することがある。たとえば、あるモデルに用いられる回帰分析により求められた
ある入力センサおよび出力センサの誤差の測定値は、これらのデバイスの健全性指標とし
て利用されうるし、またはこれらのデバイスの健全性指標に変換されうる。また、モデル
パラメータおよびこれらのモデルに基づく仮想センサの測定値の如きプロセス制御装置が
通常利用できないような情報をプロセス制御装置またはビジネスパーソンに提供して複数
の方法で利用しうる。
【００２６】
　性能指標および健全性指標以外に、資産活用エキスパート５０は、利用率指標および変
動性指標の如き他のタイプの指標を作成するのに指標作成ルーチン５１を補助することが
できる。変動性指標は、デバイス、ループ、ユニットなどに送信されるなんらかの信号、
これらから配信されるなんらかの信号、またはこれらに関連する他のなんらかのパラメー
タが変動する程度をこの信号またはパラメータの予想される変動の程度と比較して示す。
この変動性指標を作成するために必要なデータは、資産活用エキスパート５０により収集
され、任意の所望の時間もしくは都合よい時間に指標生成ルーチン５１に供与されうる。
もちろん、信号またはパラメータの正常変動量は、そのエンティティに詳しい製造業者、
技術者、オペレータ、または保守作業員により設定されうるか、またはプラント内のその
エンティティもしくは他の同様のエンティティに関連する統計的尺度（たとえば、平均、
標準偏差）に基づきうる。この正常なもしくは予測される偏差は、指標生成ルーチン５１
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もしくは指標総計ルーチン６０により格納されるかまたは指標生成ルーチン５１もしくは
指標総計ルーチン６０内で更新されうる。
【００２７】
　いかなる形態であれ、利用率指標は、個々のデバイス、ユニット、ループ、または他の
エンティティの使用率を追跡または反映し、以前に決めたベンチマークまたは運転目標に
基づいてこれらのエンティティが使用過多かまたは使用不足かに関するなんらかの指標を
提供しうる。実際のデバイスの測定された使用率に基づいて利用率指標を生成することが
できる。たとえば、デバイスは、プロセス内でどの程度の頻度で使用されるかまたはどの
程度の頻度でアイドリング状態のまま放置されているのかに関して測定され、この指標が
そのエンティティの所望の使用頻度と比較され、そのエンティティが使用過多かまたは使
用不足かを判定しうる。利用率指標は、使用しうる頻度または使用すべき頻度で使用され
ていない、換言すれば、使用のしすぎ、したがって使用過多のデバイス、ユニット、ルー
プなどを特定しうる。場合によっては、利用率指標は、あるデバイスの適切な使用または
所望の使用に関して下された事業意思決定に基づいて決定されることがある。
【００２８】
　ここで図２を参照すると、プロセスプラント１０内の指標総計ルーチン６０と他のデー
タツールまたはデータ供給源との間のデータの流れの一部を例証するデータフロー図が示
されている。１つの実施形態では、指標総計ルーチン６０は、プロセスプラント内のデバ
イス、ループ、ユニット、エリアなどに関するステータス情報を提供するためのさまざま
なルーチンおよびアプリケーションを実行しうる情報供給源から情報を受信するようにな
っている。指標総計ルーチン６０は、さまざまなデータツールおよびデータ供給源からス
テータス情報のほとんどを受信するようになっている上述の資産活用エキスパート５０の
如き中央データ収集・共有・分配アプリケーションと組み合わせられてもよいし、または
、別個のアプリケーションとして設けられてもよい。プラント１０においてその場で保守
されうるまたはプラント１０から遠く離れたところから保守されうるあるサーバに集中的
に、指標総計ルーチン６０を設けることか可能である。これに代えて、ビジネスシステム
コンピュータ３５、保守コンピュータ１８、２２、保守計画コンピュータ３６の如きいく
つかのコンピュータの間に分散的に、指標総計ルーチン６０を設けてもよい。さらに、指
標総計ルーチン６０は、インターネットおよび／またはプラントワイドＬＡＮ３７上で利
用可能であるとともに、ユーザインターフェイス１２Ａ、１４Ａ、５８を通じてさまざま
な人達に利用可能であるネットワークアプリケーションであってもよい。
【００２９】
　上述のように、指標総計ルーチン６０は、さまざまなデータ供給源から情報を受信する
ようになっている。データ供給源としては、データ収集器、データ生成器またはデータツ
ールが挙げられ、指標生成ルーチン５１、モデル生成ルーチン５６、制御ルーチン６２、
保守システムアプリケーション６４、データヒストリアン６６、診断ルーチン６８などが
含まれる。１つの実施形態では、指標総計ルーチン６０は、先に記載されている資産活用
エキスパート５０であって、先に参照した米国特許出願第１０／０８５，４３９号におい
てさらに詳細に記載されている資産活用エキスパート５０から情報を受信しうる。この情
報は、あるデバイス、ループ、ユニット、エリアなどの健全性、性能、利用率および変動
性に関する指標を含みうる。このデータは、他の機能システムがデータをどのように生成
するまたは用いるかに基づいて、いかなる所望の形態を有することができる。さらに、こ
のデータを上述のＸＭＬ／ＸＳＬプロトコルの如きいかなる所望のまたは適切なデータ通
信プロトコルおよび通信ハードウェアを用いて指標総計ルーチン６０に送信してもよい。
【００３０】
　指標生成ルーチン５１、モデル生成ルーチン５６、制御ルーチン６２、保守システムア
プリケーション６４、データヒストリアン６６、診断ルーチン６８などから受信された情
報は、論理群および／または物理群のデバイス内の各デバイスに対して重み付け値を作成
し、割り当てるために用いられてもよい。たとえば、論理プロセス（たとえば、制御ルー
プ）、サブユニット、ユニット、エリアまたはプラント内の各デバイスに対して、重み付
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け値を付与してもよい。さらに、論理プロセス、サブユニット、エリアまたはプラントを
含む物理群および／または物理群に対して、重み付け値を作成し、付与してもよい。
【００３１】
　一般的に、重み付け値は、同一の物理および／または論理な群内の複数のデバイス、ル
ープ、サブユニットなどの間におけるあるデバイス、ループ、サブユニットなどの重要度
または優先性と関係がある。換言すれば、ある群内の各資産は、その群内の各資産の評価
に基づいてシステム上の判断基準、運用上の判断基準、資産上の判断基準などに従ってラ
ンクづけされ、ある重み付け値が、各資産に対してその重要度に基づいて付与される。た
とえば、複数のデバイスおよび／またはループを含んでいるサブユニット内で、ある回転
装置２０が、フィールドデバイス１６と比べてサブユニットの運転にとって、より重要で
あると考えられているとする。回転装置２０およびフィールドデバイス１６の両方が保守
を必要とする場合、保守に割り当てられる資源の点において、回転装置２０がフィールド
デバイス１６に比べて優先性を受けることが可能である。したがって、回転装置２０はフ
ィールドデバイス１６に付与される重み付け値よりも大きな重み付け値を付与されること
になる。同様に、あるエリア内のサブユニットおよび／またはユニットの間において、一
方のサブユニットが、他方のサブユニットよりもエリアにとってより重要であると考えら
れると、それに応じて重み付けされる。いうまでもなく、プラント内のエリアが重要度に
応じて重み付けされてもよいし、また、ビジネスエンタープライズ内のプラントがそれと
同様に重み付けされてもよい。さらにいうまでもなく、ある群内の資産がその直前のレベ
ルに限定される必要がない。たとえば、エリア内の各ユニットにしか付与されないという
よりは、エリア内の各々のデバイス、ループ、サブユニットおよび／またはユニットに対
して、重み付け値を付与することが可能である。同様に、プラント内の各々のデバイス、
ループ、サブユニット、ユニットおよび／またはエリアに対して、重み付け値を付与する
ことが可能である。ユーザは、ユーザにとても役立つやり方でグループ化を定義して、そ
れに従って、重み付け値を付与してもよい。したがって、各々のデバイス、ループ、サブ
ユニット、ユニット、エリア、プラントなどがある群内のその重要度に従って重み付けさ
れてもよく、よって、ある与えられた群内の各資産がある重み付け値を付与されているこ
とになる。
【００３２】
　一般的に、デバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリアなどの重要度およびそ
の対応する重み付け値は、２つの要因に基づく：資産が故障した場合の群に対する衝撃お
よび故障の頻度。たとえば、故障した場合にエリアに対する衝撃がほとんどないデバイス
は、故障中にエリア対して大きな衝撃を与えるデバイスよりも低い重み付け値が付与され
る。同様に、故障頻度の少ないデバイスは、故障頻度の多いデバイスよりも低く重み付け
される。故障の衝撃および頻度が定量化され、故障の衝撃および頻度の掛け合わせたもの
が重み付け値になる。故障の衝撃および頻度の評価はさまざまな因子に基づいたものにな
る。これらの因子には、制限するわけではないが、プロセス情報、オンライン監視情報、
履歴情報、保守情報、診断情報および、プロセスプラント作業員の経験に基づくヒューリ
スティック情報が含まれる。
【００３３】
　指標総計ルーチン６０は、他の供給源から各重み付け値を受信することによりまたはさ
まざまな供給源からの情報に基づいて各重み付け値の作成することにより、ある群内の各
々のデバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリア、プラントなど関連する重み付
け値を取得することが可能である。たとえば、指標総計ルーチン６０は、ある群内の各々
のデバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリア、プラントなどの故障の衝撃およ
び頻度に関連するデータを受信し、故障の衝撃および頻度に基づいて各重み付け値（たと
えば、故障の衝撃度および頻度を掛け合わせたもの）を作成してもよい。
【００３４】
　他の実施例では、指標総計ルーチン６０は、ある群内の各々のデバイス、ループ、サブ
ユニット、ユニット、エリア、プラントなどに関連する情報であって、その群内の各資産
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の故障の衝撃および頻度を評価してその群内の各資産の重み付け値を作成するための情報
を受信することが可能である。この情報には、上述のプロセス情報、オンライン監視情報
、履歴情報、保守情報、診断情報およびヒューリスティック情報が含まれうる。したがっ
て、指標総計ルーチン６０は、図２に示されているようなモデル生成ルーチン５６、制御
ルーチン６２、保守システムアプリケーション６４、データヒストリアン６６、診断ルー
チン６８または他のデータ供給源と通信可能に結合されている。一群の資産内のある資産
の故障の衝撃および／または頻度を評価するために、さまざまなタイプの情報の各々を用
いることが可能である。たとえば、履歴情報、診断情報および保守情報は、あるデバイス
の前の故障に関する情報を提供することが可能であり、履歴情報、プロセス情報、オンラ
イン監視情報およびヒューリスティック情報は、群に対する過去の故障の衝撃または群に
対する予測された故障の衝撃についての情報を提供することが可能である。もちろん、い
うまでもなく、重み付け値が、資産活用エキスパート５０または指標生成ルーチン５１を
含むプロセスプラント内の他のルーチンもしくはシステムを用いて同様の方法で作成され
てもよいし、または、プロセスプラントの外側で作成されてもよい。
【００３５】
　あるグループ内の各々のデバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリア、プラン
トなどに関する重み付け値を取得することに加えて、指標総計ルーチン６０は、その群内
の各々のデバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリア、プラントなどのステータ
スに関する指標を取得するようになっている。これらの指標は指標生成ルーチン５１から
得られてもよく、各指標は、上述の健全性指標、利用率指標、性能指標または変動性指標
を含みうる。各指標の具体例およびその生成については、以下にさらに記載されているこ
とに加えて、先に参照した米国特許出願第１０／０８５，４３９号にも記載されている。
しかしながら、いうまでもなく、ある群に対する総指標を決定するために、指標総計ルー
チン６０により他のさまざまな指標が用いられてもよい。
【００３６】
　したがって、重み付け値は、重み付け値を受け取ることにより取得されてもよいし、故
障の衝撃および頻度を受信して情報重み付け値を作成することにより取得されてもよいし
、または、モデル生成ルーチン５６、制御ルーチン６２、保守システムアプリケーション
６４、データヒストリアン６６、診断ルーチン６８などから情報を受信し、故障の衝撃お
よび頻度を評価し、論理的および／または物理的な群内の複数のデバイス、ループ、サブ
ユニット、ユニット、エリアおよび／またはプラントなどの各々に対して重み付け値を作
成することにより取得されてもよい。さらに、論理的および／または物理的な群内の複数
のデバイス、ループ、サブユニット、ユニット、エリアおよび／またはプラントなどの各
々に関する指標が指標総計ルーチン６０により取得されてもよい。これらの重み付け値と
指標とを用いて、指標総計ルーチン６０は、総健全性指標、総利用率指標、総性能指標ま
たは総変動性指標の如きその群の全体的なステータスに関する総指標を作成することが可
能である。指標総計ルーチン６０は、次の一般式に従って加重平均として総指標を計算す
ることが可能である。
【００３７】
【数１】
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【００３８】
　この式で、ｕ＝群の総指標、ｎ＝群内の資産の数、ｕｉ＝ｉ番目の資産の指標、ｗｉ＝
ｉ番目の資産の重み付けである。
【００３９】
　上述の式から明らかなように、ある群の総指標は、総指標の範囲が総指標の作成に用い
られ指標の範囲内である規格化された表現として作成されている。このことにより、上述
の表現をさまざまな指標範囲に用いることが可能となるとともに、総指標を重要度が異な
る資産を有するさまざまな資産群に用いることが可能となる。具体的にいえば、群内の各
資産に対する指標値が共通の指標値の範囲内にあり、群内の各資産に対する重み付け値が
共通の重み付け値の範囲内にある。したがって、その群の総指標は、その群内の資産の指
標に用いられている同一の範囲内にあることになる。たとえば、ｕｉの値は０から１００
までの数であり、「０」は、既知の使用指標が低いこと（たとえば、貧弱な健全性、貧弱
な性能、低い利用率、高い変動性など）に対応しており、「１００」は、指標が高いこと
（たとえば、優れた健全性、優れた性能、高い利用率、低い変動性など）に対応している
。したがって、総指標ｕは、群内の資産により用いられる指標の範囲に対応する０から１
００までの数として提供されている。さらに、ｗｉは、０から１００までの数であり、「
０」は既知の重要度が低いことに対応しており、「１００」は重要度が高いことに対応し
ている。
【００４０】
　上記の例ではｕｉとｗｉが同一の値域を有することが示されているが、指標の値域は重
み付け値に用いられる範囲とは異なっていてもよい。場合によっては、指標および／また
は重み付け値が公知になっておらず群内のある資産について他の方法で入手できない場合
もあるが、この場合、資産の指標および／または重要度について仮定するのが難しい。し
たがって、得られる総指標が歪まないようにするために、ｕｉおよび／またはｗｉの値を
ゼロにセットする。すべての重み付け値がゼロである場合には、ゼロによる除算を回避す
るために、総指標のデフォルト値がゼロにセットされる。上記の範囲は例示のみを意図し
て提供されており、上記のパラメータに整合するさまざまな範囲が用いられてもよい。
【００４１】
　作用においては、指標総計ルーチン６０は、ある群内の各資産のステータスに関する指
標を取得し、ある群内の各資産の重要度（たとえば、重要度、優先性）に関連する重み付
け値を取得し、群全体に関する総指標を作成するようになっている。たとえば、エリアは
、いくつかのデバイス、ループ、サブユニットおよびユニットを含んでいる場合がある。
そのエリア内の各デバイスの健全性指標値および重み付け値を取得することにより、その
エリアの全体的な健全性を決定することが可能となる。これに代えて、そのエリア内のル
ープ、サブユニットまたはユニットに基づいて、または、そのエリア内のデバイス、ルー
プ、サブユニットおよびユニットの組み合わせに基づいて、そのエリアの総健全性指標を
計算してもよい。次いで、指標総計ルーチン６０は、プラント内の各エリアの健全性を計
算してもよいし、または、指標生成ルーチン５１からエリア健全性指標を受信し、プラン
ト内の各エリアの重み付け値を取得し、プラントの全体的な健全性に対応する総健全性指
標を生成してもよい。同様の総指標が、ループ、サブユニット、ユニット、ビジネスエン
タープライズまたはその他の階層レベルで決定されてもよい。
【００４２】
　一般的に、個々のデバイスに対して、論理的および／または物理的なデバイス群に対し
て、論理的処理（たとえば、制御ループ）に対して、ユニット、エリア、プラントなどの
如き論理的なデバイス群に対して、指標生成ルーチン５１により生成され指標の各々を計
算することが可能である。一方、論理的および／または物理的なデバイス群、論理的処理
（たとえば、制御ループ）、ユニット、エリア、プラントなどの如き論理的なデバイス群
に対する総指標を計算するために、指標生成ルーチン５１により生成され指標の各々を、
指標生成ルーチン５１により提供される指標に基づいて、指標総計ルーチン６０または他
の指標の供給源により以前に決定された指標に基づいて、また、デバイス、論理的および
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／または物理的なデバイス群、論理的処理、ユニット、エリア、プラントなどの各々に関
連する重み付け値にさらに基づいて計算することが可能である。換言すれば、原則的には
、プロセス制御システムまたはさらに一般的に一または複数のプロセス制御システムを備
えうる資産活用システムの装置階層および論理的階層の各々のレベルにおいて、指標を計
算することが可能である。しかしながら、ある指標の意味するところは、その指標が生成
され表示される背景（すなわち、指標が論理的な群のデバイスおよび／もしくはパラメー
タに対応しているかまたは物理的な群のデバイスおよび／もしくはパラメータに対応して
いるか）に依存しうるし、また、指標が表示される階層レベルに依存しうる。たとえば、
装置階層の最低レベルでは、指標は、バルブ、温度センサ、アクチュエータなどの如き物
理的デバイスに対応している。したがって、各デバイスは、そのデバイスが生産されたと
きにそのデバイス内に格納される情報に基づいてそのデバイス内に生成されうるまたはそ
のデバイスに対して生成されうる一組の固有の指標を有することが可能である。したがっ
て、各デバイスは、必要に応じて、より高い階層レベルおよび資産活用エキスパート５０
に対してその指標を生成および提供することが可能である。
【００４３】
　同様に、ユニットまたはループは、それぞれ一または複数のデバイスまたは機能ブロッ
クから構成されており、一組の固有の指標を有しうる。しかしながら、このユニットまた
はループ内で用いられる個々のデバイスまた他は機能ブロックの指標の値を数学的に結合
させることにより、各ユニットの指標またはループの指標の値を生成することが可能であ
る。したがって、ユニットまたはループが圧力トランスミッタ、バルブ、およびポンプ（
または、これらのデバイスの動作に関連する機能ブロック）により構成されている場合、
このユニットまたはループの指標の値は、このユニットまたはループを構成するデバイス
または機能ブロックのそれぞれに対して生成された指標の値またはこれらのデバイスまた
は機能ブロックのそれぞれにより生成された指標の値のさまざまな数学的な結合に基づき
うる。同様に、このサブユニットおよびユニットの階層レベルが一または複数のループに
より構成され、次いで、これらのループがデバイスにより構成されているので、各ユニッ
トおよびサブユニットに対する指標値は、ループ指標値またはデバイス指標値の数学的結
合により生成しうる。さらに、エリア指標は、そのエリア内のユニット、ループ、デバイ
スなどの結合として決定されうる。
【００４４】
　また、一般的にいって、プラント１０内のコンピュータのうちの一または複数が一また
は複数のユーザインターフェイスルーチン５８を格納・実行することができる。たとえば
、コンピュータ３０、ユーザインターフェイス１４Ａ、ビジネスシステムコンピュータ３
５、またはその他のコンピュータはユーザインターフェイスルーチン５８を実行しうる。
各ユーザインターフェイスルーチン５８は、資産活用エキスパート５０からの情報を受信
または購読でき、同一セットまたは異なるセットのデータが各ユーザインターフェイスル
ーチン５８に送信されうる。ユーザインターフェイスルーチン５８のうちのいずれの一つ
でも、異なるタイプの情報を異なるスクリーンを用いて異なるユーザに提供することがで
きる。たとえば、ユーザインターフェイスルーチン５８のうちの一つは、制御オペレータ
またはビジネスパーソンに一つのスクリーンまたは一組のスクリーンを提供することによ
り、標準制御ルーチンまたは制御最適化ルーチンにおいて利用する制約の設定または最適
化変数の選択を制御オペレータまたはビジネスパーソンができるようにしうる。ユーザイ
ンターフェイスルーチン５８は、指標生成ソフトウェア５１により作成された指標をある
協調した方法でユーザが閲覧することを可能にする制御ガイダンスツールを提供しうる。
また、この制御ガイダンスツールにより、オペレータまたはその他の人は、デバイス状態
、制御ループ状態、ユニット状態などについての情報を得ることができ、これらのエンテ
ィティの問題に関連する情報を容易に閲覧することができる。というのは、この情報はプ
ロセス１０内の他のソフトウェアにより検出されているからである。また、ユーザインタ
ーフェイスルーチン５８は、ツール２３、２７、ＡＭＳアプリケーションの如き保守プロ
グラム、もしくはその他の保守プログラムにより提供もしくは生成される性能監視データ
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または資産活用エキスパート５０と協同してモデルが生成する性能監視データを利用して
性能監視スクリーンを提供しうる。もちろん、ユーザインターフェイスルーチン５８は、
プラント１０の一部の機能領域または全部の機能領域へのアクセスをいかなるユーザに対
しても提供し、これらの領域における選択肢または他の変数をユーザが変更できるように
しうる。
【００４５】
　図１のシステムの一つの重要な特徴は、ユーザインターフェイスルーチン５８がグラフ
ィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を提供しており、ＧＵＩは本明細書で記述され
る資産活用エキスパート５０と一体化され、資産活用エキスパート５０により提供される
多種の資産活用機能とユーザとが相互に作用することを容易にすることにある。しかしな
がら、より詳細にＧＵＩを説明するまえに、ＧＵＩが任意の適切なプログラム言語および
プログラム技術を利用して実施される一または複数のソフトウェアルーチンを有しうるこ
とを認識する必要がある。さらに、ＧＵＩを構成するソフトウェアルーチンは、プラント
１０内のワークステーション、制御装置などの如き単一処理ステーションまたはユニット
内に格納・処理されてもよく、またはＧＵＩのソフトウェアルーチンは、複数の処理ユニ
ットを利用して分散する方法で格納・実行されてもかまわない。これらの処理ユニットは
、資産活用システム内において互いに通信可能に結合されている。
【００４６】
好ましいが必要というわけではないが、ＧＵＩは良く知られたグラフィカルウインドウ式
構造および外見を用いて実現しうる。ここでは、相互リンクした複数のグラフィカルビュ
ーまたはページが一または複数のプルダウンメニューを有しており、これにより、ユーザ
は所望の方法でそれらのページ全体を通してナビゲートされ、特定の種類の情報を閲覧お
よび／または検索することができる。上述された資産活用エキスパート５０の特徴および
／または能力は、そのＧＵＩの一または複数の対応するページ、ビュー、または表示画面
を介して、表示、アクセス、呼び出されうる。さらに、ＧＵＩを構成する多種の表示画面
は、論理的な方法で相互にリンクされており、ユーザは迅速にかつ直感的にすべての表示
画面を通してナビゲートされ特定の種類の情報の検索または資材活用エキスパート５０の
特定の機能へのアクセスおよび／もしくはその呼び出しを行うことができる。
【００４７】
　一般的にいえば、本明細書で記載されるＧＵＩは、プロセス制御エリア、ユニット、ル
ープ、デバイスなどの直感的なグラフィカル描画または表示画面を提供する。これらのグ
ラフィカル表示画面はそれぞれ、ＧＵＩにより表示されるあるビューに関連する数値ステ
ータスおよび指標（その一部または全部は上述の指標生成ルーチン５１および指標総計ル
ーチン６０により生成されうる）を有しうる。たとえば、プロセス制御エリアを描画する
表示画面はそのエリア（すなわち、装置のある階層レベルにおけるプロセス制御システム
のある部分）のステータスおよび性能を反映する一組の指標を提供しうる。これに対して
、ループを描画する表示画面は、その特定のループに関連する一組のステータス指標およ
び性能指標を提供しうる。いずれにしろ、ユーザは任意のビュー、ページ、または表示画
面内に示される指標を利用して、その表示画面内に描画されるデバイス、ループなどのう
ちのいずれかに問題が存在するか否かを迅速に評価しうる。 
【００４８】
　さらに、本明細書で記述されるＧＵＩは、自動的にまたはユーザの要求に応答して、保
守情報をそのユーザに提供しうる。この保守情報は、資産活用エキスパート５０の任意の
部分により提供されうる。同様に、ＧＵＩは、アラーム情報、プロセス制御情報などを表
示しうるし、また、この情報は資産活用エキスパート５０によっても提供されうる。さら
に、ＧＵＩは、プラント１０内で発生した問題または発生しうる問題に関するメッセージ
をユーザに提供しうる。これらのメッセージは、問題の記述、現在の問題を回避するため
に実施しうる有望な変更または潜在的な問題の回避のために実施しうる有望な変更の提案
、問題の解決または回避のために遂行されうる行動計画の記述などを行うグラフィカル情
報および／またはテキスト情報を有しうる。
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【００４９】
　一般的にいえば、本明細書で記載されるＧＵＩは、プロセス制御エリア、ユニット、ル
ープ、デバイスなどの直感的なグラフィカル描画または表示画面を提供する。これらのグ
ラフィカル表示画面はそれぞれ、ＧＵＩにより表示されるあるビューに関連する数値ステ
ータスおよび性能指標（その一部または全部は上述の指標生成ルーチン５１により生成さ
れうる）を有しうる。たとえば、プロセス制御領域を描画する表示画面はその領域（すな
わち、装置の階層構造の特定のレベルにおけるプロセス制御システムの特定の部分）のス
テータスおよび性能を反映する一組の指標を提供しうる。これに反して、ループを描画す
る表示画面は、その特定のループに関連する一組のステータス指標および性能指標を提供
しうる。いずれにしろ、ユーザは任意のビュー、ページ、または表示画面内に示される指
標を利用して、その表示画面内に描画される任意のデバイスおよびループなどのうちのい
ずれかに問題が存在するかどうかを迅速に評価しうる。
【００５０】
　さらに、本明細書で記述されるＧＵＩは、自動的にまたはユーザの要求に応答して、保
守情報をそのユーザに提供しうる。この保守情報は、資産活用エキスパート５０の任意の
部分により提供されうる。同様に、ＧＵＩは、アラーム情報およびプロセス制御情報など
を表示しうるし、また、この情報は資産活用エキスパート５０によっても提供されうる。
さらに、ＧＵＩは、プラント１０内で発生した問題または発生しうる問題に関するメッセ
ージをユーザに提供しうる。これらのメッセージは、問題の記述、現在の問題を回避する
ために実施しうる有望な変更または潜在的な問題の回避のために実施しうる有望な変更の
提案、問題の解決または回避のために遂行されうる行動計画の記述などを行うグラフィカ
ル情報、および／またはテキスト情報を有しうる。
【００５１】
　図３は、ＧＵＩにより表示されうるプロセス制御システム内のユニット１００を表す表
示画面の一例である。図３に示されるように、ユニット１００は、バルブ、ポンプ、温度
トランスミッタなどの如き複数のデバイスを備えており、それらはすべて、例示されてい
るようにグラフィックスで描画されうる。加えて、その表示は、線、矢印、および多種の
デバイス間の論理的および物理的な相互接続を表す別の印をさらに有しうる。もちろん、
プロセス制御システム（またはプロセス制御システムの一部）のそのようなグラフィカル
表現はその分野においては周知のことであり、よって、これらのグラフィカル表現または
表示を実現する方法については本明細書においてはこれ以上詳しくは記述しない。
【００５２】
　重要なことには、図３に示されるＧＵＩ表示画面は、複数の指標名および数値１５０を
有している。具体的にいえば、指標名および数値１５０は、性能指標、健全性指標、変動
性指標および利用率指標を有しており、それらはすべて、資産活用エキスパート５０、指
標生成ルーチン５１および指標総計ルーチン６０に関連して先に既に簡単に説明されてい
る。指標名および数値１５０は、示されている表形式または所望の他のどのような形式で
でも表示されうる。指標名および数値１５０は、ユニット１００全体の性能および状況を
表しており、したがって、示される指標数値は、ユニット１００を構成しているサブユニ
ットおよび／またはデバイスのそれぞれと関連する指標数値で構成されていることが好ま
しい、しかし、必要ということではない。
【００５３】
　ＧＵＩの各種表示画面に関連して本明細書において詳細に記載されるように、指標生成
ルーチン５１および指標総計ルーチン６０により生成される、たとえば性能指標、健全性
指標、変動性指標および利用率指標などを含む指標がＧＵＩにより表示されてもよいし、
本発明の範囲を逸脱することなく、さらなるおよび／または異なる指標が資産活用エキス
パート５０により生成されＧＵＩにより表示されてもよい。
【００５４】
　以下において詳細に説明するように、上述のループ階層レベル、サブユニット階層レベ
ル、ユニット階層レベルおよびエリア階層レベルに対する指標値を形成すべくデバイス指
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標値を数学的に結合するために、加重和、加重平均またはその他の適切な数学的結合が用
いられてもよい。もちろん、性能指標、健全性指標、変動性指標および利用率指標のうち
の一または複数の計算が、すべてのレベルの論理的階層および装置階層に対して、適切で
あり、要求され、または役に立つということではない。図４は、性能指標（ＰＩ）、健全
性指標（ＨＩ）、変動性指標（ＶＩ）および利用率指標（ＵＩ）が上述のシステム階層の
デバイスレベル、ループレベル、サブユニットレベルおよびユニットレベルに対して生成
されうるまたは生成されえない一つの様態を示すテーブルの一例である。図４に示すよう
に、ＰＩは、ユニットレベルまたはサブユニットレベルに対して生成されうる。このユニ
ットレベルまたはサブユニットレベルでは、このユニットレベルまたはサブユニットレベ
ルのモデル（たとえば、モデル５６のうちの一つ）をこのユニットレベルまたはサブユニ
ットレベルの実際の性能と比較することによりまたはその他の所望の方法により、ＰＩを
計算することが可能である。具体的にいえば、この背景における（すなわち、上述の階層
のユニットレベルまたはサブユニットレベルにおける）ＰＩは、たとえば、理論的最大効
率に対する効率であってもよいし、またはこれに代えて、実際のシステム性能に基づいた
経験に導かれた最大効率に対する効率であってもよい。また、図４に示したテーブルから
、個々のデバイスまたはループに対してＰＩを計算する必要がないことも分かる。しかし
ながら、用途によっては、ループまたはデバイスに対してＰＩを計算することが望ましい
場合もある。たとえば、あるデバイスのＰＩを計算する場合、デバイスの製造業者は、デ
バイス内に性能情報を格納しておくことによりデバイスが実際の性能特性（たとえば、動
作効率など）と格納された性能情報との比較結果に基づいてＰＩを計算することが可能と
なっている。この格納された性能情報には理論最大デバイス効率が含まれうる。もちろん
、指標生成ルーチン５１または指標総計ルーチン６０もこの機能を実行しうる。ループの
ＰＩを計算する場合、システムは、たとえば、最大ループ誤差または平均ループ誤差（す
なわち、定常状態誤差信号）を、理想的には零でありうる、ある所定の最小誤差値と比較
しうる。このようにして、小さなループ誤差が、望ましい性能を表すＰＩ値に対応するこ
とが可能となる。
【００５５】
　また、図４は、上述の階層のループレベルおよびデバイスレベルでＶＩを計算すること
が可能であることを示している。デバイスレベルで、デバイス出力の変化または偏差を予
測変化量もしくは所望変化量または予測偏差量もしくは所望偏差量と比較することにより
、ＶＩを計算することが可能である。高すぎるＶＩ値または低くすぎるＶＩ値は、デバイ
ス不良もしくはデバイス異常または目前に迫った不良もしくは異常を示しうる。同様に、
ループレベルで、極端に高頻度のループ出力の変化または極端に大きなループ出力の変化
は、問題が存在していることを表しうる。いずれにしても、ループおよびデバイスのＶＩ
は、実際のパラメータの変動と予測されるパラメータの変動との比較に基づいており、こ
れは、理論的にまたは実験的に求めることが可能である。図４は、ユニットレベルおよび
サブユニットレベルのＶＩを計算しなくてもよいことを示しているが、用途によっては、
これらのレベルのＶＩを計算することが望ましい場合もある。
【００５６】
　さらに、図４により、デバイスレベル、ループレベル、サブユニットレベルおよびユニ
ットレベルに対してＨＩを計算することが可能であることが示されている。あるデバイス
の健全性指標（ＨＩ）をそのデバイスの使用履歴に基づきうる。具体的にいえば、デバイ
ス製造業者は、デバイス内にそのデバイスのライフサイクルに関する情報を格納すること
が可能であり、デバイスの使用時間と動作中にデバイスが受けた動作環境からの影響（た
とえば、温度変動、ショックなど）とに基づいて、該デバイスが、ライフサイクル曲線に
沿ってどの程度移動（すなわち、経年）したのかを判断しうる。デバイス製造業者は、デ
バイスをプログラムして、デバイスのライフサイクルの現在のステータスを示すＨＩ値を
提供するようにすることが可能である。たとえば、ストローク式バルブは、フルストロー
クサイクルで、２５０，０００回の予想寿命動作ライフサイクルを有すことができ、この
ストローク式バルブデバイスは通常のスマートフィールドデバイスであり、このデバイス
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の製造業者は、生涯動作ストローク数をこのバルブが現在到達しているストローク数とと
もにメモリ内に格納している。したがって、ＨＩ値が０と１０との範囲（０は最低の健全
性を表し、１０は最高の健全性を表す）である場合、このバルブにより生成されるＨＩ値
は、ストローク数が０から２５０，０００になるに従って０から１０に上昇することにな
る。もちろん、ＨＩ値とライフサイクル特性（たとえば、ストローク）との間の正確な関
係が線形関係でないこともある。しかし、ライフサイクル特性の多くは、デバイス性能／
動作の不良および劣化が時間の経過とともに、ストロークの完了につれて、等々に従って
、急激に進むようになる指標特性または多項式特性に従うものである。もちろん、デバイ
スの現在の検出状態およびデバイスの動作状態に基づいて、そのデバイスのＨＩを定義ま
たは算出する方法は他にも多くある。たとえば、デバイスに二つの軽微な問題が検出され
た場、このデバイスのＨＩ値が下がるようになっていてもよい。
【００５７】
　これに対して、ループのＨＩは、好ましくはしかし必ずしも必要という訳ではないが、
ループを構成する個々のデバイスまたは機能ブロックのＨＩ値の数学的結合（たとえば、
加重和もしくは加重平均など）である。また、同様に、サブユニットレベルまたはユニッ
トレベルのＨＩ値が、ループおよびサブユニットのＨＩ値である下位のＨＩ値の数学的結
合であってもよい。したがって、最終的には、デバイスレベルの上方にある階層レベルの
ＨＩ値は、合成値を形成しているデバイス等の一または複数のＨＩ値に基づくものである
。
【００５８】
　また、図４にも示されているように、ＵＩ値は、ループレベル、サブユニットレベルお
よびユニットレベルに対して計算されうるものの、デバイスレベルに対して必ずしも計算
される必要はない。一般的にいえば、ＵＩは、ある資産（たとえば、ループ、サブユニッ
トまたはユニット）がその容量または所望の使用率に対して使用されている程度を表して
いる。たとえば、ＵＩ値は、ユニット、サブユニットまたはループが出力を制御または生
成するために用いられている時間に基づくものであってもよい。これに加えてまたはこれ
に代えて、ＵＩ値は、ループ、サブユニットおよび／またはユニットにより処理されてい
る材料の量と、このループ、サブユニット、ユニットなどにより処理されうる最大量との
比較に基づくものであってもよい。
【００５９】
　図５は、図３に示されているユニット１００のＰＩを計算しうる一つの方法を示すチャ
ートの一例である。図５に示されているように、ユニット１００を構成する複数のループ
１７５はそれぞれ、特有のＰＩおよび重み係数を有しており、これらは、ユニット１００
の全体的な動作に対するそのループの相対的な重要度に基づいてユーザにより選択または
定義されうる。次いで、ループ１７５の指標および重みは、加算平均を利用して数学的に
結合され、ユニット１００に対して８１．８というＰＩ値が導かれる。
【００６０】
　同様に、ユニット１００のＨＩは、ユニット１００を構成するデバイス（および／また
はループ）すべてのＨＩ値の重み付け平均として計算されうる。この重み付け平均に含む
べき数値を表すために、図６に示すようなテーブルが用いられてもよい。また、図６にも
示されているように、テキスト記述が特定のデバイスおよび指標値に関連付けられてもよ
い。これらのテキスト記述は、ＨＩ値およびそのＨＩ値に関連したデバイスに基づいて診
断情報、保守情報などを提供しうる。 
【００６１】
　図７は、図３に示されているユニット１００の如きユニットに対してＶＩ値を計算しう
る一つの方法を例示するテーブルの一例である。ＨＩと同様に、図３のユニット１００に
対して計算されたＶＩは、ユニット１００を構成する個々のデバイス、ループおよび／ま
たはサブユニットのＶＩ値の重み付け平均に基づくものである。もちろん、ＧＵＩは、図
８～図１０に例示されているような重み付け平均データを閲覧する機能をユーザに提供し
てもよいし、また、ユーザがその重み付けを変更できるようにしてもよい。
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【００６２】
　図８は、プラント１０内のプロセスエリアの動作ステータスおよび性能をユーザが迅速
に解析できるようにＧＵＩにより提供されうるグラフィカル表示画面の一例である。図８
に示すように、ＧＵＩは、プロセスエリア２００内の物理的装置（そして、それらの間の
配線）をグラフィック様態で描画しうる。もちろん、プロセスエリアが図８に示すＧＵＩ
表示画面内に描画されているが、いうまでもなく、これに代えて、たとえば、ユニット、
サブユニット、ループ、デバイスなどの如き、プラント１０のその他の部分が、同一の結
果または同様な結果を達成するために示されてもよい。いずれにしても、プロセスエリア
２００は、一対のタンクと、複数の温度トランスミッタ、圧力トランスミッタ、流量トラ
ンスミッタなどと、パイプとを有しているように描画されており、それらをすべて、図８
に示すように相互に接続してもよい。さらに、物理的デバイスの各々は、プラント１０内
でそのデバイスを一意に識別する付随した英数字式識別子（たとえば、ＴＴ－３９４）と
ともに表示されてもよいし、さらに、そのデバイスに関連する検出パラメータのステータ
スを、ユーザが迅速に判断することを可能とするグラフィック式の計測器またはゲージ（
すなわち、部分的に陰を施した半円形の特徴物）と共に表示してもよい。たとえば、ＧＵ
Ｉは、温度トランスミッタに関連するグラフィック式計測器またはゲージを表示してもよ
いし、また、温度トランスミッタにより現在検出されている温度に基づいてグラフィック
式計測器に多少の影をつけてもよい。重要なことは、エリア２００内で示されるデバイス
のうちの一または複数のデバイスのＶＩ値、ＨＩ値、ＵＩ値およびＰＩ値が表示されうる
ということである。単に例示のみを意図するものであるが、エリア２００内のタンク２１
０に接続されているデバイスのうちの複数のデバイスのＨＩ値が表示される。しかしなが
ら、所望ならば、さらに多いＨＩ値またはさらに少ないＨＩ値が表示されてもよい。加え
て、所望ならば、エリア２００内に存在するデバイスのうちのいずれかのさまざまな指標
値または複数の群の指標値が表示されてもよい。図８に示す表示画面から分かるように、
ユーザは、エリアが、正しく動作し、継続して正しく動作するか否かを迅速に確認するこ
とができる。さらに、ユーザは、注意を必要としうるおよび／または問題を起こしうるデ
バイス、ユニット、サブユニットなどを迅速に識別することがさらにできる。
【００６３】
　いうまでもなく、ユーザがプラント内の低レベルのエンティティを順次に閲覧し、これ
らの異なるエンティティまたはビューのそれぞれに付随する指標についての情報を取得し
てもよい。したがって、たとえば、ユーザは、プラントのビューを閲覧し、そのプラント
の一組の指標を閲覧することが可能である。次いで、ユーザは、そのプラントのビュー内
のエリアのうちの一つをクリックすることにより一つのエリアに集中し、そのエリアに関
連する指標を閲覧することが可能である。同様に、表示されたエリア内のユニットをクリ
ックすることにより、さまざまなユニットの指標を閲覧することが可能である。同様に、
これらのさまざまなエンティティが設置されている１つのエンティティのビューからこれ
らのエンティティに焦点を合わすことにより、ループ、サブユニット、デバイスなどの指
標を閲覧することが可能である。このように、ユーザは、プラントの任意の地点またはレ
ベルにおいて、予測した指標よりも低い（または高い）原因を素早く突き止めることがで
きる。
【００６４】
　図９は、エリア２００内で用いられる任意のデバイスに関連した監査証跡情報をユーザ
が閲覧できるようにＧＵＩにより提供されうる表示画面の一例である。単に例示のみを意
図するものであるが、ユーザは、マウスを用いてある与えられたデバイスもしくはその英
数字式識別子をクリックするか、または、キーボードを介してその英数字式識別子を入力
することにより、そのデバイスのポップアップ監査証跡ウインドウ２５０を要求しうる。
このように、ユーザは、この監査証跡情報を利用して、不適切な指標値または許容できな
い指標値がデバイスの正しい校正または適時な校正の失敗に関連があるか否か、デバイス
が正しく設定されていたか否かなどを判断することができる。
【００６５】
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　図１０は、あるエリアに関連する総合指標をユーザが閲覧できるようにＧＵＩにより提
供されうる表示画面の一例である。 単に例示のみを意図するものであるが、指標総計ル
ーチン６０により求められたエリアの総健全性指標は、表示画面の左上に配置されており
、エリアのデバイスはその下方に表示されている。ユーザは、マウスを用いてある与えら
れたデバイスもしくはその英数字式識別子をクリックするか、または、キーボードを介し
てその英数字式識別子を入力することにより、そのデバイスのウインドウを要求しうる。
このように、ユーザは、不適切な指標値または許容できない指標値がエリア内の不良デバ
イスに関連があるか否か判断するために、重み付け値、健全性指標、記述、位置、アラー
トなどの如きそのデバイスに関するさらなる詳細な情報を閲覧することができる。
【００６６】
　資産活用エキスパート５０、指標生成ルーチン５１、指標総計ルーチン６０および他の
プロセスエレメントがソフトウェアにより実現されることが好ましいと記載されているが
、ハードウェア、ファームウェアなどにより実現されてもよいし、また、プロセス制御シ
ステム１０に関連したその他のプロセッサにより実施されてもよい。したがって、本明細
書に記載のエレメントは、標準型多目的ＣＰＵによりまたは所望ならば特定用途向けＩＣ
（ＡＳＩＣ）もしくは他のハードワイヤードデバイスの如き特別に設計されたハードウェ
アもしくはファームウェアにより実現されてもよい。ソフトウェアにより実現された場合
、ソフトウェアルーチンは、磁気ディスク、レーザディスク、または他の格納媒体の如き
任意のコンピュータ読取り可能メモリ内、コンピュータのＲＡＭまたはＲＯＭ内、任意の
データベース内などに格納されうる。同様に、このソフトウェアは、たとえば、コンピュ
ータ読み取り可能ディスクもしくは他の伝送可能なコンピュータ格納メカニズム、または
電話回線、インターネット、無線通信などの如き通信チャネルを含む公知または所望の任
意の伝送方法を介してユーザまたはプロセス制御プラントに伝送されうる（電話回線、イ
ンターネット、無線通信などの如き通信チャネルの利用は、伝送可能な格納媒体を介して
このソフトウェアを提供することと同一または互換性があると考えられている）。
【００６７】
　したがって、本発明は特定の例を参照して記載したが、これらの例は説明のみを意図し
、本発明を限定することを意図したものではなく、本発明の技術思想および技術範囲から
逸脱することなく、開示された実施例に変更、追加、または削除を加えうることは当業者
にとって明らかである。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月7日(2016.4.7)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の下位レベルエンティティを有する、プロセスプラント内のエンティティを監視す
る方法であって、
　それぞれ前記複数の下位レベルエンティティのうちの１つの下位レベルエンティティに
関するステータス情報に関係する複数の使用指標を取得することと、
　複数の重み付け値を取得することと、
　前記下位レベルエンティティの前記使用指標および重み付け値を組み合わせることによ
り総使用指標を作成することとを含んでおり、
　前記総使用指標が、前記エンティティに関するステータス情報を表わしており、
　各使用指標は前記下位レベルエンティティの動作に関するデータから作成された使用指
標を含んでおり、
　各重み付け値は前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度及び前
記下位レベルエンティティの故障の頻度に関するものであって、前記エンティティに対す
る前記下位レベルエンティティの衝撃度及び前記下位レベルエンティティの故障の頻度う
ち少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関するプロセスデータに基づくもので
ある、方法。
【請求項２】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
る保守データに基づく、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
る診断データに基づく、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
るオンライン監視データに基づく、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度および前記下位レベル
エンティティの故障の頻度のうちの少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関す
る発見的データに基づく、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記総使用指標を作成することが、次式で表される総使用指標を計算することを含み、
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【数１】

　ｕが上位レベルエンティティの総使用指標、
　ｎが複数のエンティティ内の下位レベルエンティティの数、
　ｕｉがｉ番目の下位レベルエンティティの使用指標、
　ｗｉがｉ番目の下位レベルエンティティの重み付け値
である、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　複数のレベルおよび複数のデバイスを有するシステム階層を備えたプロセスプラント内
のエンティティを監視する方法であって、
　複数の使用指標を取得することと、
　重み付け値を各デバイスに割り当てることと、
　前記デバイスの各々に対して割り当てられた前記使用指標および前記重み付け値を組み
合わせることと、
　組み合わせられた前記使用指標および前記重み付け値から前記システム階層の各レベル
における総使用指標を作成することとを含み、
　各使用指標はデバイスのステータスに関するものであって、各使用指標は下位レベルエ
ンティティの動作に関するデータから作成された使用指標を含んでおり、
　各重み付け値は前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度及び前
記下位レベルエンティティの故障頻度に関するものであって、前記エンティティに対する
前記下位レベルエンティティの衝撃度及び前記下位レベルエンティティの故障の頻度うち
少なくとも１つが前記下位レベルエンティティに関するプロセスデータに基づくものであ
る、方法。
【請求項８】
　各デバイスのステータスに関する使用指標を取得することが、各デバイスからの使用指
標を周期的に取得することを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　各使用指標が、前記デバイスの動作に関するデータから作成される使用指標を含む、請
求項７又は８記載の方法。
【請求項１０】
　複数のエンティティを有するプロセスプラントの総使用指標を表示するためのシステム
であって、
　プロセッサと、
　表示装置と、
　前記複数のエンティティの各々の使用指標を格納するように構成されたデータベースで
あって、各使用指標が前記エンティティのステータスに関連しているとともに各使用指標
は前記下位レベルエンティティの動作に関するデータから作成され、前記複数のエンティ
ティの各々の重み付け値を格納するように構成され、各重み付け値が前記エンティティに
対する前記下位レベルエンティティの衝撃度及び前記下位レベルエンティティの故障頻度
に関するものであって、前記エンティティに対する前記下位レベルエンティティの衝撃度
及び前記下位レベルエンティティの故障の頻度うち少なくとも１つが前記下位レベルエン



(28) JP 2016-154020 A 2016.8.25

ティティに関するプロセスデータに基づく、データベースと、
　前記プロセッサにより実行されるように構成され、上位レベルエンティティと該上位レ
ベルエンティティが有している複数のエンティティとに対応する図を前記データベースに
格納するように構成されたルーチンと、
　前記プロセッサにより実行されるように構成され、前記複数の使用指標と前記複数の重
み付け値とを組み合わせることにより、前記上位レベルエンティティのステータスに関連
する総使用指標を生成するように構成されたルーチンと、
　前記プロセッサにより実行されるように構成され、前記図を表示するとともに前記図の
近くに対応する前記総使用指標を表示するように構成されたルーチンと
　を備えてなる、システム。
【請求項１１】
　前記総使用指標が、各使用指標と各重み付け値とを掛け合わせたものの加重平均を含む
、請求項１０記載のシステム。
【請求項１２】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティの相対的性能を示す性能指標を含む、
請求項１０又は１１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティのパラメータの偏差の大きさを示す変
動性指標を含む、請求項１０乃至１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティの利用率の程度を示す利用率指標を含
む、請求項１０乃至１３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記総使用指標が、前記上位レベルエンティティの健全性を示す健全性指標を含む、請
求項１０乃至１４のいずれか一項に記載のシステム。
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